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Предложена структурная схема современного интерферен-
ционного эллипсометра. Проведен анализ составляющих по-
грешности измерения разности фаз между интерференци-
онными сигналами и получены зависимости, позволяющие:
вычислить погрешность при заданных технических характе-
ристиках и режиме работы узлов эллипсометра; оптимизи-
ровать режим работы узлов эллипсометра с целью достиже-
ния минимальной погрешности; определить требуемые тех-
нические характеристики и режим работы узлов эллипсоме-
тра для достижения заданной погрешности. Приведены ре-
зультаты экспериментов, подтверждающие полученные за-
висимости.

Up-to-date interferrometric ellipsometer / G.A. Lysenko,
D.Yu. Pechkin, V.V. Pogodaev // Vestnik MGTU. Priborostroenie.
1999. No. 3. P. 49–58.

Layout of the up-to-date interferrometric ellipsometer is proposed. The
analysis of measurement error components of a phase difference between
interference signals, is performed. The obtained relations allow to calculate
an error at known characteristics and operation mode of the ellipsometer
units; to optimise operating conditions of these units to achieve a minimum
error; to determine the required technical features and operation mode to
achieve a prescribed error. Experimental results confirming the obtained
dependencies are presented. Figs.3. Tabs.2. Refs.8.
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